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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-1: Exigences particuliéres — Configurations d’essai, conditions
fonctionnelles et critéres de performance pour essai de sensibilité et
équipement de mesures pour les applications non protégées de la CEM

AVANT-PROPOS

1) La fommission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organlsat|n blisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comifé a a CEl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les Questians isadi ans les

domapines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre a i i Normes
interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniq , ecifications accessjbles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de [&~CEI") oratln est confige a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national j ¢ Y€ peut participer. Les

orgahisations internationales, gouvernementales et non gouyernements , pgrticipent
égalgment aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Orgafi i n (1ISO),

selon des conditions fixées par accord entre les deux organisatighs/
2) Les fécisions ou accords officiels de la C 3 2 és représentent, dans lg mesure

du pjossible, un accord international sur le gtudiés| étant\donné€ que’les Comités nationaux dg la CEl
intéressés sont représentés dans chaque corm <

3) Les Publications de la CEIl se présentent sgUs la forime dg\recQmmandations internationales et sont [agréées

com s raisonnables sont entrepris afin quje la CEI
s'as € 3, la CEl ne peut pas étre tenue resgonsable
de I'eventuelle mauvaise uti/isation ouimte i ) faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dang le but d'encourager I'uni € i fong ¥ités nationaux de la CEIl s'engagent, dans|toute la
mes ible, & i € g¢s Publications de la CEl dans leurs publications
natignales et régionales. ¥ i 6 entre toutes Publications de la CEl et toutes publications

natignales ou régi

5) La CEI n’a pre & narqéage valant indication d’approbation et n'engage|pas sa
resppnsabilité pour’les é 5 2 &8s conformes a une de ses Publications.

6) Toug § sont en possession de la derniére édition de cette publicatipn.

7) Aucy K mputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
man i s i exts particuliers et les membres de ses comités d'études et des |Comités
natid e Npréjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dom juelque Natuke que’ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais

de jysti € nses yécoulant de Ia publlcatlon ou de Iutlllsatlon de cette Publication de la CEIl ou de
toutq 8 )

8) L'attention est aftirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pubjications

ent faire
ue pour
responsable de ne pas avoir |dent|f|e de tels dr0|ts de proprlete et de ne pas avoir signalé Ieur eX|stence

La Norme internationale CEl 61326-2-1 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects
systémes, du comité d’études 65 de la CEl: Mesure et commande dans les processus
industriels.

La série CEI 61326 annule et remplace la CEI 61326:2002 et constitue une révision
technique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-1: Particular requirements — Test configurations,
operational conditions and performance criteria for sensitive test
and measurement equipment for EMC unprotected applications

FOREWORD
The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizati izati Mmprising
all npational electrotechnical committees (IEC National Committees) The i promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in iS ic flelds. To
this lend and in addition to other activities, IEC publishes Internationa t = i ifications,
Techlnical Reports, Publicly Available Specmcatlons (PAS) and Bs “IEC
Publjcation(s)”). Their preparation is entrusted to technical comr 3 interested
in the subject dealt with may participate in this prepara ) governmental ahd non-
govgrnmental organizations liaising with the IEC also partllpat 3 thi ion? IEC collaborateg closely

with|the International Organization for Standardizatio
agrepment between the two organizations.

conditions deternjined by

The formal decisions or agreements of IEG.on te SN ible, i national

con

gensus of opinion on the relevant subje

from all

interpsted IEC National Committees.

IEC National

Com < t of IEC

Publjcations is accurate, 5 for any

misipterpretation by any end usen

In ofder to promote inte i iformi k A ications

trangparently to the mpximun i ) iergence
cated in

equ

between any IEC icati
the lptter.
IEC |provides no MapkKi

ipment declaredhio IEC Publication.

te its approval and cannot be rendered responsible|for any

All up e t e e/latest edition of this publication.
No lIfabili a its directors, employees, servants or agents including individual expgrts and
men N i g and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

othe

dtsoever,

whether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and

expgrs 3 publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publ

Atte he Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indigpensable for the ¢drrect application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sdibject of

pateht righ’m IEC shall not he held responsible for idpnfifying any or all such patent righ’m

International Standard IEC 61326-2-1 has been prepared by subcommittee 65A: System
aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

The IEC 61326 series cancels and replaces IEC 61326:2002 and constitutes a technical
revision.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65A/454/FDIS 65A/458/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61326 est constituée des parties suivantes, sous le titre général Matériel électrique de

mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives & la CEM

Partie [1:

Partie R-1:

Partie R-2:

Partie p- 3:

Partie R-4:

Partie R-5:

Partie
Partie

données relatlves a Ia publlcatlon recherchee A cette date, Ia publlcatlon sera

* reconduite;
* supprimée;

* remplacée
« amendée.

1 A publier

Exigences générales (les Annexes A et B de la CEI 61 : integrées

Exigences particuliéeres — Configurations d’essai i i lles et
criteres de performance pour essai de sensibilité QY L esures
pour les application non protégées de la 61326:
2002)

mement
ement

02)1

de signal intégré ou a distance (co ’ :
i acticulig C i ’ i, iti ionmement
ité d’apti a la fenctiow peuries dispositifs de surveillance d’is]'olation

ion de

Qnfigurations d’essai, conditions de fonctionpement
onction pour les dispositifs en exploitation avec des
avec le profil 3/2 de la Famille 3 de profils de

wiunité pour les matériels effectuant ou prévus pour exécuter
en relation avec la sécurité (sécurité fonctionnelle) — Appligations
g générales (le contenu du Tableau 2 de la CEI 61326:2002 est

ate de
ns les

par une édition révisée, ou
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/454/FDIS 65A/458/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

It consists of the following parts, under the general title: Electrical equipment for

measy

Part 1:

Part 241:

Part 242:

Part 243:

Part 244:

Part 245:

Part 246:
Part 341:

rement, control and laboratory use — EMC requirements

the main body of IEC 61326-1)

Sensitive test and measurement equipment for
(Annex D of IEC 61326:2002)

Portable test, measuring and monitoring JeqWi
distribution systems (Annex E of IEC 61326;

Transducers with integrated or remote gi
IEC 61326:2002)"

Insulation monitoring devj @155 8 and for equipm
insulation fault location acsording G 61587-9

devices with interfaces acdording to ct
In vitro diagno b} i

nts for “eQ xpment performing or intended to perform
Part 3.1: General |ndustr|al appli

ation profile Family 3 Profile

oritents of this publication will remain unchangs

on the IEC web site under "http://webstore.ied.c

ated in
cations
oltage

x F of

ent for

performance criteria fdr field

B/2 1

safety
cations
ed into

d until
h" in

1
To be published
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-1: Exigences particuliéres — Configurations d’essai, conditions
fonctionnelles et critéres de performance pour essai de sensibilité et
équipement de mesures pour les applications non protégées de la CEM

El 61326 donne des spécifications plus détaillées des

Le fabficant spécifie I'environnement auquel le produi cations
du nivgau d’essai pertinentes de la CEl 61326-1.

NOTE gpectres,
analyse

2 Ré

Les d snsables pour l'application du présent
docum fon citée s'applique. Pour les références
non d{ées, la derniere editjo 3térence s'applique (y compris les événtuels
amend

CEl 6

ments).
(050-161 :1;

lectrotechnique International (VEI) - Partiq 161:

Compa
CEI 61 : (e electriques de mesure, de commande et de laboratoire —
Prescripti : EM — Partie 1: Exigences générales

3 T

Pour

et la CEN60050(161) s’appliquent

€

I¢s<besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEI 6{1326-1

4 Geénéralités

La CEIl 61326-1 est applicable.

5 P

5.1

lan d’essais CEM

Généralités

La CEIl 61326-1 est applicable.
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-1: Particular requirements — Test configurations,
operational conditions and performance criteria for sensitive test
and measurement equipment for EMC unprotected applications

1 Sqgope

In add
config
measufement circuits (both internal and/or external to the €
protecled for operational and/or functional reasons, as specjfied

The mianufacturer specifies the environment for whig
and/or|selects the appropriate test level specifications of,

NOTE Examples of equipment include, but are not limited sciflog , i alysers,
network|analysers, digital multimeters (DMM) 3 ‘

2 Normative references

The fojlowing referenced € 2TTtS i ument.
For dated references, onl editi ited ies\F edition
of the feferenced docum i Ny q

IEC 60050-161 :
magnejtic compatibili

IEC 61
requirg

Hlectro-

- EMC

3 Tdrn

For thp purpose this document, the terms and definitions given in IEC 61326;1 and

IEC 60050(161) apply.

4 General

IEC 61326-1 applies.

5 EMC test plan

5.1 General

IEC 61326-1 applies.
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Configuration de ’EST pendant I’essai

La CEI 61326-1 est applicable a I’exception de ce qui suit:

Addition:

5.2.401 Accés entrée/sortie pour essai et mesures (accés T&M)

Les accés d’Entrée d’essai et de mesure (T&M) doivent étre couverts et court-circuités a
moins que ceci ne conduise a une condition de fonctionnement non adaptée a la mesure de
I’émission et de I'immunité du produit. Dans ce cas, un signal d’entrée approprié doit étre

appliqyé

Les adces de Sortie d’essai et de mesure (T&M) non nécessaires poydr e

essent

NOTE 1
De tels ¢
connect

désassemblage afin de fournir les acces aux points d’'essai a I'idtéri

augmen
NOTE 2

5.2.50

Le matéri
inclus g

5.3
La CE

Additig

5.3.10

Quand
fonctio]

5.3.10

ES a un équipement dont les éléments couvrants sont retiré

er les émissions et/ou réduire I'immunité de certaines applications:

Moyens de couverture a la fagon d’un écran.

Matériel auxiliaire

eriel en essai (EST)

sont toutes les deux disponibles, les deux mo

Les ag¢cés dosgillosgope doivent étre réglés pour une vitesse de balayage maxim

sensib|lité

connug pour fournir le pire cas d’émission ou de résultats d’immunité lors d’appli

norma

hctions

hnectés.
souvent
hdes de

i |peuvent

doit étre

des de

ale, la
soient
cations

es

5.3.103 Analyseurs logique

L’analyseur logique doit étre réglé pour les modes d’analyse de données pendant les essais
d’émissions et le mode d’acquisition de données continu pendant les essais d’immunité a
moins que d’autres modes soient connus pour donner le pire cas d’émission ou des résultats
d’immunité en application normale.

5.3.104 Multimeétres digitaux (DMM)

Les montages typiques comprennent détection de créte, sensibilité maximale (généralement
«échelle automatique» (auto-range), si disponible, suffira) et un mode d’acquisition continu.
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5.2 Configuration of EUT during testing

IEC 61

326-1 applies, except as follows:

Addition:

5.2.401 1/O ports for Test and Measurement purposes (T&M ports)

Test and Measurement (T&M) input ports shall be capped and shorted unless this leads to an
operating condition unsuitable for measuring the emission and immunity performance of the

produc

t. In this case, an appropriate input signal shall be applied.

Test a
the EU

NOTE 1
Such te
has the

NOTE 2

5.2.50

Auxiliary equipment necessary for th

shall b

5.3
IEC 61

Additign:

5.3.10

When

5.3.10
The o

contin
immun

5.3.10

hd Measurement (T&M) output ports not needed to evaluate the g
T shall be capped and/or terminated.

Capped means locally covered with a screen.

Auxiliary equipment

e included as part of the equip~

ent that
inside.

(EUT)

ivity and
ission or

The logicamatyser —statt—be—set—for data—amatysis—modesdurimg—emnissions—testiT

g and

continuous data acquisition mode during immunity testing unless other modes are known to
provide worst-case emission or immunity results within normal applications.

5.3.104 Digital multimeters (DMM)

Typical set-ups include: peak detect, maximum sensitivity (usually auto-range, if available, will

suffice

) and continuous acquisition mode.
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5.3.105 Autres matériels

Pour les équipements non mentionnés en 5.3.102 a 5.3.104, 'approche suivante s’applique.

Une sélection des modes de fonctionnement représentatifs doit étre effectuée, en considérant
que seules les fonctions les plus typiques du matériel peuvent étre essayées. Les modes de
fonctionnement estimés comme étant les plus défavorables dans des conditions d'utilisation
normales doivent étre sélectionnés.

5.4 Spécification des critéres d’aptitude a la fonction

La CE64326-4+-estappheable-
5.5 Descriptions des essais
La CEI 61326-1 est applicable.
6 EXigences d’'immunité

6.1 Conditions pendant les essais

La CEI 61326-1 est applicable.

6.2 Exigences des essai d’immunité

La CEIl 61326-1 est applicable a I’exception de
Additign:
6.2.101 Essais avec

Duran{ I'essai, I@
a la fonction mowmeént

spécifi
modifig

ptitude
nt étre
\ucune
5 n'est

I, mais
mples:
ession

Aucune dégradation visuelle des parameétres de 'EST n’est autorisée pendant I'application de
I’essai sauf si spécifié par le fabricant.

Aucun essai pour les champs magnétiques a la fréquence du réseau n’est requis.

6.3 Aspects aléatoires

La CEI 61326-1 est applicable.
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5.3.105 Other equipment

For eq

uipment not mentioned in 5.3.102 to 5.3.104, the following philosophy shall apply.

A selection of representative operation modes shall be made, taking into account that not all
functions, but only the most typical functions of the equipment can be tested. The estimated
worst-case operating modes for normal application shall be selected

5.4 Specification of performance criteria

IEC 61326-1 applies.

5.5 Test description

IEC 61[326-1 applies.

6 Immunity requirements

6.1 Conditions during the tests

IEC 61[326-1 applies.

6.2 mmunity test requirements

IEC 61

Additign:

6.2.10

During v degradation or loss of function or perfomance
which |i greater than 10 s shall be specified py the
manufacturer. Tr ha not be evaluated. No change in actual operating state or
loss off

Electrg ic di Arges—=8 he applied to the housing shield, but not to the inner pins of
shielde k Examples include: BNC, D-subminiature, IEEE 488 (GPIB),
RS232

6.2.10 with \continuously present electromagnetic phenomenon

No visjual, degradation of parameters of the EUT is allowed during application of the test,
exceptras Specified by the manufacturer.

No test for power frequency magnetic field is required.

6.3
IEC 61

Random aspects

326-1 applies.
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6.4 Critéres d’aptitude a la fonction

La CEI 61326-1 est applicable a I’exception de ce qui suit:
Addition:

6.4.101 Oscilloscopes

Des parameétres typiques observés pendant les essais d'immunité comprennent la déviation
de la largeur de la trace, le décalage de la trace et le bruit visible a I'écran.

6.4.107 Analyseurs Logiques
Les pgrametres typiques observés durant les essais d'immunité comptenn drations

fonctionnelles d’analyseur logique susceptibles de provoquer le b : ou le
changement de fonction ou de mode.

6.4.103 Multimeétres digitaux (DMM)

Les paramétres typiques observés pendant les essais d“im urs de
mesurg¢s affichées.

7 EXxigences d’émission

La CEI 61326-1 est applicable.

8 Résultats d’essai et rapport d’esm
La CEIl 61326-1 est applita

9 Instructim@o

La CE| 61326-1 est g
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